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[bookmark: _GoBack]В настоящее время самые актуальные разработки и инновации сконцентрированы вокруг материалов с низкой размерностью – это и сложная наноструктурированная керамика, и нанокомпозитные материалы для фотоники, и топологические сверхпроводники для нового поколения квантовых компьютеров. Одним из основных инструментов исследования локальной атомной структуры материалов является метод спектроскопии EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) и EXELFS (Extended Electron Energy Loss Fine Structure). Анализ таких спектров дает информацию о парциальных координационных числах, длинах связи и параметрах их дисперсии. Однако, при исследовании многокомпонентных систем, до сих пор существует проблема анализа спектров, в которых происходит наложение сигналов нескольких химических элементов в одном энергетическом диапазоне.
В данной работе предложен метод решения проблемы перекрывающихся диапазонов экспериментальных EXELFS сигналов в геометрии эксперимента «на просвет», который реализуется в просвечивающих электронных микроскопах. Количественный анализ экспериментальных EXELFS спектров проведен методом Фурье с использованием пакета программ Ifeffit.
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